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요 약

본 논문은 삼성전자의 반도체전자현미경(Scanning Electron Microscope) 이미지데이터로부터 깊이를 추정하는알고리즘을개발하였다.

Ⅰ. 서 론

최근 반도체 구조를 정량적으로 계측하는 분야가 반도체 구조가 미세화,

복잡화되면서 더욱 중요해지고 있으며, 최근 네덜란드의 ASML 사에서

반도체의 현미경 이미지로부터 이미지의 픽셀마다 깊이를 추정하는 알고

리즘을 발표하였다[1]. 본 논문에서는 [1]의 방법론을 더 확장하여, 높은

정확도로 깊이를 추정하는 알고리즘을 개발하였다.

Ⅱ. 본론

본 논문에서 이용한 데이터는 삼성전자에서 제공한 simulator로 생성한

반도체 Hole의 전자 현미경 이미지와 그에 대응하는 깊이 이미지 259956

장과 실제 전자현미경 이미지와 그에 대응하는 평균 깊이(실수 값) 60664

장으로 이루어져 있다.

본 논문에서 제시한 알고리즘은 다음과 같다. 우선 cycle GAN[2]을 이용

한 데이터 Image translation 방법으로 simulation 이미지 데이터를 실제

현미경 이미지와 비슷한 분포로 변환을 시킨다. 이후 변환된 이미지 데이

터로 깊이를 추정하는 Unet 구조[3] 뉴럴 네트워크를학습시킨다. 학습된

네트워크를 이용하여 평균 깊이만 주어진, 실제 전자현미경 이미지를 인

풋으로깊이를 추정하는데이터를생성하고생성한 데이터의평균깊이를

주어진 평균 깊이와 일치시키도록 데이터를 선형 변환 한다. 최종적으로

만들어진 데이터를 다시 학습 데이터로 하여 네트워크를 미세조정(fine

tuning) 한다.

Ⅲ. 결론

본 논문의 알고리즘을 이용하여학습한 네트워크는 test data 25988장에

서 Root Mean Square Error 2 수준으로 [1]의 논문의 방법대로 학습한

네트워크의 RMSE 6의 수준을 뛰어넘는 우수한 결과를 내었다.
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그림 1 왼쪽부터 차례로 simulator로 생성한 전자현미경 이

미지, 실제 전자현미경 이미지, 그에 따른 깊이 이미지
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